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摘要(译)

本发明描述了一种用于测量OLED像素的电压和电流特性的方法和装置，
当OLED像素老化并将测量数据与量子效率的降低和OLED阻抗在OLED
寿命期间的变化相关联时，可以进行校正。制作成图像驱动系统，以防
止图像残留和色点漂移。本发明的方法和装置不需要任何附加电路或显
示器设计的变化。本发明的电路在显示驱动器集成电路（IC）芯片中实
现。本发明的基础是亮度 - 电流 - 电压（LIV）曲线，其表征OLED材料
在其寿命期间的特征。一系列这些曲线存储在代表不同年龄的OLED材料
的存储器中。本发明的装置用于测量具有OLED的像素的驱动器电压和电
流，然后使用这些测量值在任何时间点提取OLED的电压电流曲线。将提
取的曲线与存储在存储器中的老化曲线进行比较，以确定最佳描述像素
的测量的当前电压电流特性的老化曲线。该老化曲线用于驱动像素。
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